山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
	采购人要求（用户填写）

	配置序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量

	1
	辉光池体
	高纯钽制的池体或同类型设计，采用低压或静态辉光放电的原理
	1

	1.1
	
	★液氮制冷－178℃，可分析低熔点样品(如金属铟和镓)和低的气体背景，碳、氧、氮<0.5ppm
	

	1.2
	
	独立池体的针状和片状进样系统，可直接分析块、棒、颗粒、粉、丝等不同形状的样品
	

	1.3
	
	#辉光池工作状态下真空度≤2×10-6 mbar
	

	2
	质谱系统
	★正向尼尔约翰逊磁式双聚焦设计，磁场半径10-28cm，电场半径15-35cm，兼顾分辨能力、灵敏度、稳定性的统一
	1

	2.1
	
	质量数范围：m/z 3-300
	

	2.2
	
	质量分辨率：400～10,000 多种（至少10种以上分辨率）可调
	

	2.3
	
	背景：平均基线信号在没有离子流信号的质量数测定,比如220.5 amu<0.5cps
	

	2.4
	
	#灵敏度＞1.3×10-9 A，铜样品，中分辨(R≥4000) (用Cu样品的总Cu信号，辉光池工作电压1000v，工作电流2mA)
	

	2.5
	
	信号稳定性：在不低于10分钟内RSD<3%，在不低于30 分钟内RSD <5% (n>15)
	

	2.6
	
	谱峰稳定性：30分钟内进行30次测量，计算峰测位置的相对标准偏差值（1σ）＜30 ppm
	

	2.7
	
	丰度灵敏度：用Cu基体，分辨率>4000, 测量质量数62相对质量数63丰度灵敏度 <50ppb
	

	3
	检测系统
	检测器：一个法拉第杯检测器或同类型设计，一个全尺寸不连续打拿极检测器，保证两个检测器从高强度至低强度的自动切换
	2

	3.1
	
	可分析导体、半导体和非导体样品；同时可以对镀膜材料 (包括导体、半导体及非导体)、特种材料表面的涂层 (或者镀层) 中的杂质元素浓度及分布的深度分析
	

	3.2
	
	#检出限：≤1 ppb，碳、氧、氮等气体元素≤500 ppb
	

	3.3
	
	内部重复性：测定一个主量成份(大约10-50%), 一个次量成份(大约0.1%)，一个痕量成份（大约1ppm），对载入的样品连续重复5次测定，计算相对标准偏差（RSD）：主量成份 < 3%，次量成份 < 5%，痕量成份 <10%
	

	3.4
	
	外部重复性：对同一样品重复测量，每次测量均应包含测量条件的选择和样品载入的全过程。重复5次测定，计算相对标准偏差（RSD）：主量成份 < 5% ，次量成份 < 10%，痕量成份 <20%
	

	4
	真空系统
	#非工作状态下，辉光放电室≤2×10-6 mbar；分析室≤1×10-7 mbar
	1

	4.1
	
	离子源和分析器均配有气动隔离阀，真空系统全保护
	

	4.2
	
	所有真空系统均独立控制、实时检测系统真空度
	

	5
	仪器核心主体材质
	#辉光放电池、取样锥、离子透镜系统等采用高纯钽制
	1

	6
	数据采集和处理系统
	提供数据采集处理的硬件详细配置及软件功能介绍
	1

	7
	其它
	提供配件、耗材的规格、数量及明细列表、易损件图纸等
	1

	8
	样品测试对比
	#供货方提供Si内控样1个，设备测试结果与原厂测试结果偏差不超过100%；
采购方提供SiC体块样品1个，粉末样品1份，石墨样品1份，设备测试结果与原厂测试结果偏差不超过100%
	1
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